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磁性和涡流式覆层厚度测量仪
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(#范围

本标准规定了磁性和涡流式覆层厚度测量仪的要求!试验方法!检验规则!标志标签!包装等"

本标准适用于磁性和涡流式覆层厚度测量仪#以下简称覆层测厚仪$"

*#引用标准

下列标准包含的条文%通过在本标准中引用而构成为本标准的条文%在标准出版时%所示版本均为有

效"当下列标准被修订后%使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性"

7-.1/$&#14/#磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量#磁性方法

7-.$/2&#14/#非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量#涡流方法

7-$/42m#&#14$#电子测量仪器#环境试验总纲

7-$/42m(&#14$#电子测量仪器#温度试验

7-$/42m’&#14$#电子测量仪器#温度试验

7-$/42m.&#14$#电子测量仪器#振动试验

7-$/42m/&#14$#电子测量仪器#冲击试验

7-$/42m$&#14$#电子测量仪器#运输试验

7-$/42m2&#14$#电子测量仪器#基本安全试验

7-$/1’&#14$#电子测量仪器#质量检验规则

7-##.$’&#141#电子测量仪器#可靠性试验方案

L-9&&’&#14##仪器仪表#包装通用技术条件

/#定义

本标准采用下列定义"

’m##覆层及覆层厚度

’覆层(是指覆盖于某种基体上的以实现保护!装饰或其他功能的镀层!涂层!氧化膜!贴层和敷层等"

’覆层厚度()以覆层的上表面为上限%以基体的上表面为下限%从垂直覆层面的方向测得的上下限之间

的距离"

’m(#基体!校准基体和基体最小厚度

’基体(是具有一定厚度的几何体%它可以是铁磁性材料%也可以是非铁磁性导电材料"

’校准基体(是具有一定厚度的上工作面为平面的几何体"

’基体最小厚度()基体的最小度与检测仪器的探头有关"当基体厚度小到某一厚度时%基体对测量结果

的影响仍可以忽略%则此厚度即为该仪器探头的基体最小厚度"

’m’#校准片的实际值

在校准片的有效范围内%其中心点五次测得厚度尺寸的平均值"



’m.#校准片的均匀度

在校准片的有效范围内!其他部位对中心厚度尺寸的最大差值"并冠以#O$号"

$#仪器分类与命名

仪器应由主机%探头%校准片和校准基体等组成"

.m##仪器分类

按仪器准确度的高低分为DD%D%-%<%3五类!与其相应的该仪器进行校准时所需的校准片

和标准基体也分为五类!其各自的要求详见表#"

表##仪器分类 单位&$5

仪器类别 DD D - < 3
仪器的准确度 O’&m/d&m&&/F( O’#d&m&#F( O’#m/d&m&’F( O’(d&m&/F( 超过O’(d&m&/F(
校准片的

均匀度

%/& O&m#/ O&m’ O&m/ O#m& O#m/

&/& O&m&&’T O&m&&$T O&m&#T O&m&(T O&m&’T
校准

基体

表面粗糙度’P+( &m( &m’ &m. &m/ &m2
平面度) &m/ &m2 #m& #m/ (m&

注&#mF)))仪器的测得值*

(mT)))校准片的实际值*

’m))))平面度许凸不许凹"

.m(#仪器的品种%规格

在产品标准中!应给出覆层测厚仪的品种%型式%结构简图%外形尺寸%重量%基体最小厚度和最小可测曲

率半径等有关技术数据"

校准片的配置!仪器的每个量程至少应配置一片经计量部门检定合格的校准处"

基体材料的物理特性!对于磁性仪器的基体应为铁磁性材料!对于涡流式仪器的基体应为非铁磁性导电

材料"

.m’#仪器命名

.m’m##覆层厚度测量仪采用如下的法方示命&

.m’m(#校准片采用如下的方法标注&
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%#要求

/m##使用条件

环境温度#&!.&<!

环境温度#(&:!1&:PF!

周围无振动"无较强磁场和腐蚀性气体#

/m(#外观质量

/m(m##产品外表应整洁$无明显划痕和损伤#铭牌"标志应完整晰#

/m(m(#数字显示应清晰"无闪烁$无缺笔划和连笔现象!指示表表盘刻线应清晰"无断线#

/m(m’#接插件应连接可靠$开关及按键应有效$指示表表针运动应无粘滞"卡针"爬行现象#

/m(m.#探头的各活动部件应配合良好$运动灵活$无阻滞现象#

/m(m/#打印机走纸正常$打印字迹清晰$不变形$无缺笔划现象#

/m’#功能

仪器具备的所有功能应正常有效#

/m.#探头的测量力

/m.m##测量力范围!

一般要求&m’!#m/"#

/m.m(#测量力的变动性%

应不超过O#&’Y$Y0#&次测量力的平均值#

/m/#仪器的准确度

仪器的准确度应符合仪器分类中相应准确度的要求$详见表##

/m$#仪器的示值变动性

应不大于仪器准确度的三分之一#

/m2#仪器的示值稳定度

仪器示值在二小时内的漂移量应不大于仪器准确度要求的绝对值#

/m4#电源电压变动对仪器示值的影响

由电源电压变动引起的仪器示值变化应不超过仪器准确度中的第一项的规定#

/m1#校准片

/m1m##外观质量

+m标志完整清楚Gm工作表面应无明显压痕$划痕大小应不影响校准片的命名用准确度#
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/m1m(#准确度#校准片实际值的准确度应符合仪器分类中相应均匀度要求的二分之一!详见表#!

/m1m’#均匀度#校准片的均匀度应符合仪器分类中相应均匀度的要求"详见表#!

/m1m.#测量力对校准片的影响

一般要求探头测量力在&m’!#m/"范围内"校准片的实际值应符合/m1m(项的要求!

/m1m/#使用寿命

在符合使用要求条件下"探头在校准片的有效范围内"连续测量不少/&&次"其结果应符合/m1m(和

/m1m’项的规定!

/m#&#校准基体

/m#&m##校准基体厚度#应大于仪器要求的基体最小厚度!

/m#&m(#校准基体上工作面的表面粗糙度P+
应符合仪器分类中相应粗糙度的要求"详见表#!

/m#&m’#校准基体上工作面的平面度应符合仪器分类中相应平面度的要求"其上工作面许凸不许凹!

详见表#!

/m###安全#使用((&V交流电时"功能绝缘电阻值应不小于()>!

+#试验方法

$m##试验条件

$m#m##主机试验应在室温(&O/6!校准片试验应在室温(&O(6!温度均为.&:!2/:PF"周围无

较强磁场干扰#无强烈振动的环境下进行!

$m#m(#试验设备

+m校准片检定装置一台$Gm校准片一组$Sm基体一块$Nm#可调式%直流&稳压电源一台$Im数字电压

表一台$Wm分度值不大于&m&(55卡尺一把$Cm&级刀口尺一把$Tm触针式电动轮廓仪一台$>m测力仪一

台!

以上试验设备的选择"要根据被测覆层测厚仪的种类%磁性的"还是涡流的&"及准确度类别的要求而

确定!

$m(#外观质量#手动试验"目力观察!

$m’#功能#逐项试验!

$m.#探头的测量力

将探头垂直压向分度值不大于&m#"测力仪的工作台面上"当探头外护套基面与探头测量面在同一平面

时"记下测力仪读数"连续测量#&次"取其平均值作为试验结果"应符合/m.m#项规定!测量值的最大和最

小值之差应符合/m.m(项规定!

$m/#仪器的准确度

对已校准的覆层测厚仪"采用一组相应类别的校准片和校准基体对仪器同一个量程大致分为’!/个等

分点"且含测量范围的上限和下限!在校准基体和校准片的中央部位进行试验"每点测量五次"取其平均值

作为测得值 F"该点的准确度f按下式计算’

fQF0T %#&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

式中’T(((校准片的实际值!

对仪器的每一个量程均进行上述的试验!

仪器各点准确度均应符合/m/项的规定!

$m$#仪器的示值变动性

选择仪器相应量程档"在校准基体中央位置放置一个校准片"同一点连续测量#&次"其最大值与最小值
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之差作为试验结果!应符合/m$项规定"

$m2#仪器的示值稳定度

选择仪器最小最程档!在校准基体中央位置放置一个数值大于(#’量程的校准片!将探头垂直压向校准

片!并使其固定"记下第一次读数!以后每隔’&分钟记一次读数!连续记录(小时!其最大值与最小值之差

作为试验结果"应符合/m2项规定"

$m4#电源电压变动对仪器示值的影响

选择仪器最小量程档!在校准基体中央位置一个数值大于(#’量程的校准片"

将可调式直流稳压电源或可调式变压器接在仪器电源端"用电压表监视"将电源输出电压按仪器使用

要求的上$中$下三个值进行调整"每个值下读数三次!其平均值记为 F#$F($F’!按下式计算仪器示值变化

%# 和%’%

+#QF#0F( &(’!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+’QF’0F( &’’!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%#!%’ 均应符合/m4项规定

$m1#校准片

$m1m##外观质量#目力观察"

$m1m(#准确度

校准片实际值的准确度!用经计量部门检定合格相应准确度等级的长度仪器&该仪器的准确度为校准片

准确度的##’或##(!该仪器的测量力应不大于#m/"’测量校准片的中心点的厚度值!取五次测得厚度尺寸

的平均值!其与校准片的实际值之差应符合/m1m(项规定"

$m1m’#均匀度

校准片的均匀度用经计量部门检定合格相应准确度等级的长度仪器&该仪器的准确度为校准片准确度

的##’或##(!该仪器的测量力应不大于#m/"进行测量"

校准片的受检区域为距边缘/55以内的部位!受检点应均匀分布!其最大间隔应不大于#&55"

校准片的其他部位受检点对中心点厚度尺寸的最大差值!并冠以(O)号作为测量结果应符合/m1m’项

规定"

$m1m.#测量力

分别用测量力为&m$’"$#"$#m/"三种电感式比较仪的测量头对同一校准片进行测量!校准片的实际值

应符合/m1m.项的规定"

$m1m/#使用寿命#对同一块校准片!在受检区域内!按要求的测量力进行不少于/&&次的测量!其实际

值应符合/m1m/项规定"

$m#&#基体

$m#&m##基体厚度

根据仪器要求基体最小厚度$选择相应的测长仪器或量具进行测量"测量部位均匀分布!不少于四个位

置!每个位置的基体厚度值均应符合/m#&m#项规定"

$m#&m(#基体上工作面的表面粗糙度P+

用触针式电动轮廓仪进行测量!其结果应符合/m#&m(项的规定"

$m#&m’#基体上工作面的平面度

用一级刀口尺以光隙法进行测量或用二级平晶以技术光波干涉法进行测量!其结果应符合/m#&m’项的

规定"
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$m###安全#按7-$/42m2!4$有关规定进行试验"应符合/m##项规定#

,#检验规则

产品检验分出厂检验"型式试验进行#

2m##产品出厂检验应按本标准的/m(!/m##$除/m1m’外%项进行#检验合格的发给产品合格证"准于

出厂&检验不合格的"不准出厂#

2m(#产品型式试验

2m(m##有下列情况之一时"进行型形式试验#

+m新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定&Gm正式生产后"如结构’材料’工艺有较大改变"可能影

响产品性能时&Sm正常生产时"定期或累积一定产量后"应周期性进行一次检验&Nm产品长期停产后"恢复

生产时&Im出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时&Wm国家质量监督机构提出进行型式试验的要求

时#

2m(m(#试验项目和试验方法

产品型式试验按本标准的/m(!/m##项进行&环境试验按7-$/42m#!m204#组进行&可靠性试验按

7-##.$’041进行#

2m(m’#抽样方案及合格判据

按7-$/1’04$进行#

-#标志!标签!包装

4m##产品标志’标签

在产品主机上应有如下标志’标签&

+m制造厂名&Gm商标&Sm产品名称和型号&Nm制造日期及编号&Im<)<标志及许可证编号#

4m(#包装

4m(m##仪器包装应符合L-9&&’!4.的有关规定#

仪器外包装箱上应有商标’产品名称’产品型号’制造厂名’厂址’重量’体积及(小心轻放)’(防潮)’(防

震)等字样及图形标志#

4m(m(#产品随机文件#

+m产品合格证&Gm产品说明书&Sm装箱单&Nm质量保证和保修卡&Im用户意见征询卡#

4m’#运输

产品经包装后"可用常用交通工具运输"但应避免雨’雪淋湿和机械碰撞#

4m.#贮存

贮存环境条件*

+m温度*0.&!d$&6&Gm湿度*’4&:PF&Sm流通条件*二级#
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